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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES
UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES

Deuxiéme partie: Spécification intermédiaire: Condensateurs fixes pour courant continu
a di¢lectrique en film de polytéréphtalate d’¢thyléne métallisé
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Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de
spécification dans le Systéme CEI d’assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).

La présente norme remplace la Publication 384-2 (1975) de la CEI: Condensateurs fixes utilisés
dans les équipements électroniques: Deuxiéme partie: Spécification intermédiaire: Condensateurs

fixes & di€lectrique en film de polytéréphtalate d’éthyléne métallisé pour courant continu. Choix des
méthodes d’essai et régles générales.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS
FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 2: Sectional specification: Fixed metallized polyethylene—terephthalate film
dlelectnc d.c. capacitors

FOREWORD
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The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number in
the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

This standard replaces IEC Publication 384-2 (1975): Fixed Capacitors for Use in Electronic
Equipment. Part2: Sectional Specification: Fixed Metallized Polyethylene-terephthalate Film
Dielectric Capacitors for Direct Current. Selection of Methods of Test and General Requirements.
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CONDENSATEURS FIXES
UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES

Deuxi¢me partie: Spécification intermédiaire: Condensateurs fixes pour courant continu
a diélectrique en film de polytéréphtalate d’éthyléne métallisé

SECTION UN — GENERALITES

1. (énéralités

1.1 Pomaine d’application

La présente norme est applicable aux condensate(iry ou rant continu | électrodes
utilisés dans les équipements

électroniques.
Ces condensateurs peuvent avor ; icatrisantes dépendant des |[conditions
d’utilisation. Ils sont principale LNéS étre utilisés dans les applicatipns ou la

pport 4 la tension nominale. Cgtte norme
couvre deux classes” do pert : 1 poyr les condensateurs a longue durég de vie et

Les condens
couverts
équipeme
fixes d’antipd

ge ne sont pas inclus dans la présente norme; ils sont
de la CEI: Condensateurs fixes utilisés| dans les
densateurs

1.2

stiques, de
L qualité et

S ur ce type
de eonidensatehrs. Les sévérités d’essai et les exigences prescrites dans les spgcifications
pdrticuliéres ~doivent étre d’un niveau égal ou supérieur & celui de la présente spécification

. ,oqe - . s .
wmtermédiaire un miveau inférienr nlétant nac mormaic
5 Yead—HHeHeH—R-ctait—PpasS—peris:

1.3 Documents de référence

Publications de la CEI:

Publication 62: Codes pour le marquage des résistances et des condensateurs.
(1974)

Publication 63: Séries de valeurs normales pour résistances et condensateurs.
(1963) Modification n° 1 (1967).

Modification n° 2 (1977).
Publication 68: Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique.
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FIXED CAPACITORS
FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

dielectric d.c. capacitors

Part 2: Sectional specification: Fixed metallized polyethylene-terephthalate film

SECTION ONE — GENERAL
1. General
1.1  Scope
This standard applies to fixed capacitors for dire and
polygthylene-terephthalate dielectric for use in elg
These capacitors may have “self-heali . [They
are fjri b the
rated| o-life
applif
Capacitors for radio IEC
Publigation 38 AP S onal
Specification: apaci i io Interference Suppression. Selection of Methogls of
Test ] { S
1.2 Objec
Th elect
from § and
meas Citor.
Test severltle and Tequirements prescribed in detail specifications referring to this sectional
specification shallNBe of equal or higher performance level, because lower performance Jevels
are rot\permitted

1.3 Related documents

IEC publications:
Publication 62: Marking Codes for Resistors and Capacitors.
(1974)
Publication 63: Preferred Number Series for Capacitors and Resistors.
(1963) Amendment No. 1 (1967).
Amendment No.2 (1977).
Publication 68: Basic Environmental Testing Procedures.
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Publication 384-1: Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques.

(1982) Premiére partie: Spécification générique.

Publication 410: Plans et régles d’échantillonnage pour les contrdles par attributs.
(1973)

Publication

QC 001001 (1981): Régles fondamentales du Systéme CEI d’assurance de la qualité des
Publication: composants électroniques (IECQ).

QC 001002 (1981): Regles de procédure du Systéme CEI d’assurance de la qualité des
composants électroniques (IECQ).

Publication de I'ISO -

Norme ISO 3: Nombres normaux — Séries de nombres narm
(1973)

Note. — Lorsque les documents ci-dessus sont mentionnés dans un artiele dela\pré enteNspéci i I’édition en
vigueur doit étre utilisée, sauf pour la Publication 68 de la C

quée dans la
spécification générique doit étre utilisée.

able.
Les spécifications particuliéres i dgences inférieures & delles de la
i i fre. Lorsqu’elles contiehnent des
exigences plus sévéres, celles-ci ées au paragraphe 1.9 de la spécification
particuliere et repérées dans les p par exemple par un astérisque,
Note.— Les informatiofis vent, par commodité, étre présentées sous forme de
tableaux.
Les informations, suj tre~donnees dans chaque spécification particylicre et les
valeurs fi dejvent dg I choisies parmi celles données dans Darticld approprié
de la pre Qn i i

stration du condensateur destinée a faciliter son identificftion et sa
ec\d’autres condensateurs. Les dimensions et leurs tolérances asdociées qui
changeabilit¢ et le montage doivent -étre données dans la spécification
les dimensions doivent de préférence étre données en milliméfres, mais,
lorsque. te ensions originales sont données en inches, les dimensions métriques
corfespondantes en millimétres doivent étre ajoutées.

Normalement, les valeurs numériques doivent étre données pour la longueur du corps, la
largeur et la hauteur du corps et l’entraxe des sorties ou, pour les types cylindriques, le
diamétre du corps et la longueur et le diamétre des sorties. Si nécessaire, par exemple lorsque
la spécification particuliére couvre plusieurs articles (de différentes valeurs de capacité et/ou
tension), les dimensions et leurs tolérances associées doivent étre placées dans un tableau sous
le dessin.

Si la configuration du condensateur est différente de celle indiquée ci-dessus, la spécification
particuliére doit donner les informations dimensionnelles qui le décriront convenablement. Si le
condensateur n’est pas congu pour I'utilisation dans les cartes imprimées, cela doit étre
clairement indiqué dans la spécification particuliére.
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1.4 Infor

1.4.1

Publication 384-1:
(1982)

Publication 410:
(1973)

Publication

QC 001001 (1981):
Publication

QC 001002 (1981):

ISO publication

—9 _

Fixed Capacitors for Use in Electronic Equipment.
Part 1: Generic Specification.
Sampling Plans and Procedures for Inspection by Attributes.

Basic Rules of the IEC Quality Assessment System for Electronic
Components (IECQ).

Rules of Procedure of the IEC Quality Assessment System for
Electronic Components (IECQ).

IS0 Standard 3:
(1973)

Note] — The above references apply to the current editions except for IEC Py
edition in.the applicable test clauses of the generic specification shall be

mation to be given in a detail specification

Preferred Numbers — Series of Preferred Numbérs.

kerenced

D
Detail specifications shall not speéify rag inferi hose of the generic, segtional
or Ylank detail specification. When mox ere i 9 v¢ included, they shall be listed

in Sub-clause 1.9 of the detail specifigation and\indicated in the test schedules, for example by

an gsterisk.

Note] — The information givg

shall prefera b
spegification.
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Normally, the numerical values shall be given for the length of the body, the width and
height of the body and the wire spacing, or for cylindrical types, the body diameter, and the
length and diameter of the terminations. When necessary, for example when a number of items
(capacitance values/voltage ranges) are covered by a detail specification, the dimensions and
their associated tolerances shall be placed in a table below the drawing.

When the configuration is other than described above, the detail specification shall state
such dimensional information as will adequately describe the capacitor. When the capacitor is
not designed for use on printed boards, this shall be clearly stated in the detail specification.
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1.42 Montage

La spécification particuliére doit spécifier la méthode de montage a employer pour
I"utilisation normale et pour les essais de vibrations, secousses ou chocs. Les condensateurs
doivent étre fixés par leurs dispositifs normaux de fixation. La conception du condensateur
peut étre telle qu’elle exige pour son emploi un dispositif spécial de fixation. Dans ce cas, la
spécification particuliere doit décrire ce dispositif de fixation, qui doit étre utilisé lors des

essais de secousses, chocs et vibrations.

1.4.3  Caractéristiques

Les caractéristiques (assignées ou non) doivent se conformer aux articles applicables de la

présente spécification ainsi qu’aux prescriptions suivantes:

1.4.3.] Gamme de capacité nominale

Voir paragraphe 2.2.1.

INote. — Lorsque des produits agréés conformément a la spécification particuliére pedven¥ cou
de valeurs, la régle suivante devrait étre ajoutée:
«La gamme des valeurs disponibles dans chaque gamme “de
qualifiés.»

1.4.3.2  Caractéristiques particuliéres

1.4.3.]

1.4.4

L5 ]

CEJ, les définitions suivantes sont applicables:

htes gammes

des produits

onsidérées
cation.

exigences

nsateur et
A présente

ment aux termes et définitions appropriés figurant dans la Publication 384-1 de la

1.5.1 Condensateurs de classe de performance 1 (longue durée de vie)

Condensateurs destinés a des usages nécessitant une longue durée de vie et de sévéres

prescriptions pour les caractéristiques électriques.

1.5.2  Condensateurs de classe de performance 2 (usage général)

Condensateurs destinés a I'usage général pour lesquels les prescriptions exigées pour les

condensateurs de classe 1 ne sont pas nécessaires.
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1.4.2  Mounting

The detail specification shall specify the method of mounting to be applied for normal use
and for the application of the vibration and the bump or shock tests. The capacitors shall be
mounted by their normal means. The design of the capacitor may be such that special
mounting fixtures are required in its use. In this case, the detail specification shall describe the
mounting fixtures and they shall be used in the application of the vibration and bump or
shock tests.

1.4.3  Ratings and characteristics

The ratings and characteristics shall be in accordance with the relevant clauses of this
specification.together with the following:

1.4.3.1 Rated capacitance range

S¢e Sub-clause 2.2.1.

Note should

1.43.2 H

A
ade

sidered necessary to $pecify
1.43.3 §

T
applli

irements

1.44 M

on the
pac . Deyiat R b clause 1.6 of this sectional specification, shall be specjfically
stat

1.5 Termi

In addition to
definitions apply:

e applicable terms and definitions of TEC Publication 384-1 the folllowing

1.5.1 Performance grade 1 capacitors (long-life)

Capacitors for long-life applications with stringent requirements for the electrical
parameters.

1.5.2  Performance grade 2 capacitors (general purpose)

Capacitors for general application where the stringent requirements for Grade 1 capacitors
are not necessary.
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1.5.3 Tension nominale

La tension nominale est la tension continue maximale qui peut étre appliquée en
permanence aux bornes d’un condensateur, & la température nominale.

Note.— La somme de la tension continue et de la valeur de créte de la tension alternative, appliquées au
condensateur, ne doit pas étre supérieure 4 la tension nominale. La valeur de créte de la tension alternative
ne doit pas dépasser, pour les fréquences indiquées, les valeurs suivantes, en pourcentage de la tension
nominale, et ne doit pas étre supérieure a 280 V: )

50 Hz: 20%
100 Hz: 15%
1000 Hz: 3%
10000 Hz: 1%

sauf prescription contraire dans la spécification particuliére.

1 6 AL oo
. VI quage

Selon paragraphe 2.4 de la Publication 384-1 de la CEI, modalités
suivantes:
1.6.1] Les informations contenues dans le marquage sont normg b, pri {Ste ci-apres;

a) capacité nominale;
b) tension nominale (la tension continue peut & iquésypat’ le \symbole : —= o ——);
¢) tolérance sur la capacité nominale;
d) tension de catégorie;

e) année et mois {(ou semaine)
f) nom du fabricant ou marque
g) catégorie climatique;

désignation de type du fabridant;
6rmations des points a), b) et ¢) ci-glessus, et le

rtic
considérées comme utiles. Toute redpndance de

devrait étre évitée.

1.6.2

1.6.3 ensateurs doit porter lisiblement toutes les imformations

1.6.4 ) mentaire doit étre effectué de telle sorte qu’il ne puisse y ajoir aucune

SECTION DEUX — CARACTERISTIQUES PREFERENTIELLES

2. Caractéristiques préférentielles

2.1 Caractéristiques préférentielles

Les valeurs données dans les spécifications particuliéres doivent de préférence étre choisies
parmi les suivantes:

2.1.1 Catégories climatiques préférentielles

Les condensateurs couverts par cette norme sont classés en catégories climatiques,
conformément aux régles générales de la Publication 68-1 de la CEI
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1.5.3  Rated voltage

The rated voltage is the maximum d.c. voltage which may be applied continuously to a
capacitor at the rated temperature.
Note. — The sum of the d.c. voltage and the peak a.c. voltage applied to the capacitor shall not exceed the rated

voltage. The value of the peak a.c. voltage shall not exceed the following percentages of the rated voltage at
the frequencies stated and shall be not greater than 280 V:

50 Hz: 20%
100 Hz: 15%
1000 Hz: 3%
10000 Hz: 1%

unless otherwise specified in the detail specification.

1.6 Marking
Syb-clause 2.4 of IEC Publication 384-1, with the following details:

1.6.1 Thg information given in the marking is normally selected fro lative

impqrtance of each item is indicated by its position in the list:

a) rated capacitance;
b) rated voltage (d.c. voltage may be indicated by the
c) tplerance on rated capacitance;
d) cptegory voltage;

ypar and month (or week) of mapdfacture;
f) mhanufacturer’s name or trade mark
g) climatic category;
nmpanufacturer’s type designation;
cference to the detail specificatio

1.6.2 wnd ¢) above and with as many as pdssible

y. Any duplication of information ip the

1.6.3 1 apacitors shall be clearly marked with all the information|listed

SECTION TWO — PREFERRED RATINGS AND CHARACTERISTICS

2. Preferred ratings and characteristics

2.1 Preferred characteristics

The values given in detail specifications shall preferably be selected from the following:

2.1.1  Preferred climatic categories

The capacitors covered by this specification are classified into climatic categories according
to the general rules given in IEC Publication 68-1.
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Les températures minimale et maximale de catégorie et la durée de I’essai continu de chaleur
humide doivent &tre choisies parmi les valeurs suivantes:
Température minimale de catégorie: — 55 °C, —40 °C et —25 °C
Température maximale de catégorie: +85°C, +100 °C et +125 °C

Chaleur humide, essai continu: 4, 10, 21 et 56 jours

Note. — Un vieillissement accéléré doit étre envisagé lors d'un fonctionnement permanent a 125 °C au-dela de la durée
de I’essai d’endurance (voir spécification particuliére).

Les sévérités pour les essais de froid et de chaleur séche sont respectivement les températures
minimale et maximale de catégorie.

2.2 Valeurs préférentielles des caractéristiques assignées

2.2.1 Capacité nominale (Cy ou Cg)

Les valeurs préférentielles de la capacité nominale sont les syi 3,3, 4,7 et
6,8 et leurs multiples décimaux.
Ces valeurs sont conformes a la série E6 des valeurs données icatipn 63 de la
CEI: Séries de valeurs normales pour condensateurs ¢
Si d’autres valeurs sont nécessaires, elles doive s dans la
serie E12.
2.2.2 Tolérances sur la capacité nominale
2.2.3
q - 160V —
250 V. - 400 V — 630 0 . de base des
nombres normaux orme JEO 3: Nombres normaux — Séries de nombres
normaux.

2.2.4 Tensio
La tensi®

catégorie de 100 °C et
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The lower and upper category temperatures and the duration of the damp heat, steady-state

test shall be chosen from the following:
Lower category temperature:v—SS °C, —40 °C and —25°C
Upper category temperature: +85 °C, +100 °C and +125 °C
Duration of the damp heat, steady-state test: 4, 10, 21 and 56 days

Note. — With continuous operation at 125 °C in excess of the endurance test time, accelerated ageing has to be

considered (see detail specification).

The severities for the cold and dry heat tests are the lower and upper category temperatures

respectively.

2.2 Preferred values of ratings

2.2.1 Rafed capacitance (Cg)

Preferred values of rated capacitance are: 1, 1.5, 2.2, 3.3, 4.7 apd
mulfiples.

These values conform to the E6 series of preferred values
Prefprred Number Series for Resistors and Capacitors.

Iff other values are required they shall preferably be chose

2.2.2° Tolerance on rated capacitance

The preferred tolerances on the rated

2.2.3  Rated voltage (Uyg)

The preferred values of rated volta
630V — 1000 V — 1600 ese
givep in ISO Standard*3

2.2.4 Category vo
The category o

of preferred numbers.

eries.

ecimal

idpn 63:

OV -

the basic series of preferred valyes RS
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SECTION TROIS — PROCEDURES D’ASSURANCE DE LA QUALITE

3. Procédures d’assurance de la qualité

3.1 Etape initiale de fabrication

L’étape initiale de fabrication est le bobinage du condensateur ou opération équivalente.

3.2 Modéles associables

Condensateurs fabriqués avec des procédés et des matériaux semblables, mais pouvant étre
de dimensions de boitiers et de valeurs differentes.

3.3 |Rapports certifiés de.lots acceptés

sont: la variation de capacité, la tangente de I’ ‘ ement.

3.4 |Homologation

3.4 de Ia

Y

La procédure a utiliser pour
périodiques est donpmé
un programme a &

des essais
&sente spécification. La procédure utilisant
née aux paragraphes 3.4.1 et 3.4.p ci-apres.

34.1 ] ] iilisang um effectif d'échantillon . fixe

it un échantillon d’effectif fixe est décrite dans la Publication
.4.2b). L’échantillon doit étre représentatif de la pamme des

fifon doit comprendre des condensateurs de tension minimale et (e tension
t ces tensions la valeur minimale et la valeur maximale de capacit§. Quand la

gamine e plus de quatre tensions nominales, une tension intermédiaire doif aussi étre
i essais. Ainsi pour ’homologation d’une gamme lessai de quatre ou|six valeurs
.!lll..l an 1o ‘I.l - e 1 0 ile anlanls -‘n" > -n

% S1Q S s—Lors 2 sentée 2 ologation
comprend moins de quatre valeurs, le nombre de condensateurs a soumettre aux essais est
celui requis pour quatre valeurs.

Les spécimens de rechange a prévoir sont les suivants:
a) Un par valeur pour remplacer éventuellement 1'unité défectueuse tolérée au groupe «0».

b) Un par valeur pour rémplacer éventuellement des spécimens défectueux par suite d’incidents
non imputables au fabricant.

Les nombres de spécimens indiqués dans le groupe «0» présument que tous les groupes sont
applicables. Si ce n’est pas le cas, les nombres doivent étre réduits en conséquence.
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SECTION THREE — QUALITY ASSESSMENT PROCEDURES

3. Quality assessment procedures

3.1 Primary Stage of Manufacture

The primary stage of manufacture is the winding of the capacitor element or the equivalent

oper

ation.

3.2 Structurally Similar Components

Capacitors considered as being structurally similar are capacitors produced with similar

proc

3.3 Certified Records of Released Lots

the

caparitance change, tan ¢ and the insulation resistance.

3.4  Qualification Approval
TH

The information required in Sub-clause 3.5.1 of IEC Publi
available when prescribed in the detail specification and when ¢

psses and materials, though they may be of different case sizes and vafues.

endurance test the parameters for which variable

Specification, [EC Publication 384-1.

TH

perigdic tests is given in

3.4.1 Quglification Appropal™s
Sampling é

The fixed sample

The
This

THe
voltg
inter]

than

x values (capacitance/voltage combinations). When the range consists

Eneric

fixed

4.2b).
bught.

these
bes an

mediate veltageyshall also be tested. Thus for the approval of a range, testing is required
of eithep four or

f less

four values the number of snecimens to be tested chall he that roaguirad o
- P t tested—shaH—be—that—reqHrec—tof

four

values.

Spare specimens are permitted as follows:

a) One per value which may be used to replace the permitted defective in Group 0.

b) One per value which may be used as replacements for specimens which are defective
because of incidents not attributable to the manufacturer.

The numbers given in Group “0” assume that all groups are applicable. If this is not so the
numbers may be reduced accordingly.
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Lorsque des groupes d’essais complémentaires sont introduits dans le programme des essais
d’homologation, le nombre de spécimens requis pour le groupe «0» doit étre augmenté du
nombre requis pour les groupes complémentaires. '

Le tableau I donne le nombre de spécimens & essayer dans chaque groupe ou sous-groupe
ainsi que le nombre de spécimens défectueux admissibles pour les essais d’homologation.

3.4.2 Essais

La série compléte des essais indiqués aux tableaux I et II est requise pour ’homologation de
la gamme des condensateurs couverte par une méme spécification particuliere. Dans chaque
p
groupe, les essais doivent étre effectués dans lordre indiqué.

Toutes les pieces de I’échantillon doivent étre soumises aux essais du_groupe «0» et ensuite
réparties entre les autres groupes.

Les pieces reconnues défectueuses dans le groupe «0» ne dg
constituer les autres groupes.

lisées pour

\

Lorsqu’un condensateur n’a pas satisfait & tout ou i upe, il est
compté comme «une unité défectueuse».

L’homologation est accordée lorsque le nomb i feCt hsse pas le
nombre d’unités défectueuses permis pour chaglie gro mbre total
d’unités défectueuses permises.

Note. — Les tableaux 1 et II forment £ 8 Le tableau I
donne en détail 1’échantillonnake ¢ spéchnens défgctueux admissible pour les différents essais
ou groupes d’essais. Le tableau II, e i données dans la section quatre,|donne la liste
compléte des conditions d’essai £ des exigencelet)indique, par exemple pour la méthode d’esspi ou pour les
conditions d’essai, s’il y a un choix a ans la_spécification particuliére.

Les conditions/d i ¢ bxi s dgramme d’essais sur échantillon d’effdctif fixe sont

identiques a particuliére pour le contréle de la conformité de la
qualité.

9,
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342

When additional groups are introduced into the Qualification Approval test schedule, the
number of specimens required for Group “0” shall be increased by the same number as that

required for the additional groups.

Table I gives the number of samples to be tested in each group or sub-group together with

the permissible number of defectives for qualification approval tests.

Tests

The complete series of tests specified in Tables I and II are required for the approval of
capacitors covered by one detail specification. The tests of each group shall be carried out in

the order given.

The whole sample shall be subjected to the tests of Group “0” and then divided for the

othef groups.

Specimens found defective during the tests of Group “0” shall nobe usg other
groyps.

“Qne defective” is counted when a capacitor has not satisfied bf the
tests] of a group.

The approval is granted when the number of defective cified
number of permissible defectives for each group _ and \thetotal number of

permissible defectives.

Note.|— Tables I and I together form the fixed Sample/si2e tes schdule

performance requirements and indicates
be made in the detail specification.

The conditions of test,and performance
to those prescribed ¢ é i

9,

Table I includes the defails for
the sampling and permissible defectides for\the 1fferet tests or groupp of tests, whereas Table II fogether
with the details of test contained in i ompléte summary of test conditions and
test method or conditions of test a choicd has to

iflentical
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Plan d’échantillonnage et nombre de spécimens défectueux admissible pour
les essais d’homologation

Nombres de spécimens (1) et d’unités
défectucuses admissibles (pd)

Groupe . Paragraphe Pour quatre. valeurs Pour six valeurs
Essais de cette Par ou moins \
ne o . 4 essayer3)
publication | valeur a essayerd
3)
n pd pd
4n pd total 6n pd total

Examen visuel 4.1

Dimensions 4.1

Capacité 422 (

0 Tangente de 'angle de pertes 423 29 116 2% 17 52)
Tension de tenue 421 ]
Résistance d’isolement 424 \

Spécimens de rechange 2 8 1
A

] I I T I I

| Robustesse des sorties 4.3 3 k \/ 18 l 1 |
A Résistance a la chaleur de 4.4

! soudage | [ ! '

O B Lo 1y N - ]

\ Soudabilité 4.5 \ 24N [ 36 | 2p)

| Variations rapides de température | | | |

| B Vibrations | | | |

| Secousses ou chocs | | | |

- 4 - - - - - - - - - _ _ i R B _ ]

1 Séquence climatique \{ 36 2 4 54 3 6

2 Essai continu de éale h@ >§ 20 1 30 D 2)

N
3 Endurance I\ (’\ 10 40 22) 60 32)
4 Char, dé&’grge > W 5 20 1 30 2
D Selpn prescriptio
2 11 p’est pas tolg us\d unedyniténdéfectuepise par valeur.
¥ Valeur: combina ir’ paragraphe 3.4.1.
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TABLE I

Sampling plan together with numbers of permissible defectives for
qualification approval tests

Number of specimens (1) and
number of permissible defectives (pd)
G Sub-clause For four or F . lues
I:Ioup Test of this Per less values® (ig Séx Z:stuefis‘
0. publication | value to be tested ©
3)
n pd pd
4n pd total 6n rd total

Visual examination 4.1 (

Dimensions 4.1

Capacitance 422
0 Tangent of loss angle 423 29 116 22 174 2

Voltage proof 4.2.1

Insulation resistance 4.2.4

Spare specimens
I
| Robustness of terminations 1 T\
‘ 1A Resistance to soldering heat /\\
T g \/
| Solderability |
| 1B Rapid change of temperature
| Vibration ‘
| Bump or shock! |
T
1 Climatic sequence 6
2 Damp heat, steady stat{
3 Endurance .
4 Charge and/cﬁ‘sc\har%e) > ﬁ\ 5 20 1 30 2
D As requifed in the deta]
2 Not morg than one de

3 Capacita

hce-voltage con
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TABLEAU II

Programme d’essais pour I'homologation

384-2 © CEIT 1982

Notes 1. — Les numéros de paragraphe indiqués pour les essais et les exigences renvoient a la section quatre — Méthodes

d’essai et de mesure.

2. — Dans ce tableau: D = destructif, ND

non destructif.

Nombres de
A spécimens
Numéro de pa.ragraphe D Conditions d’essai (n) et d’unités Exigences
et essal ou [ o P oirTote)
- {vorr—noteT) TCICTTIITUSeS "
(voir note 1) ND admissibles /(
(pd) N
Groupe 0 ND Voi <
tab(e/a‘h\
4.1 Examen visuel elon 4.1
MarqWage lisible et|selon la
spécification partfculiére
4.1 Pimensions (en détail) F\\ oir spécification particuliére
4.2.2] Capacité P A Dintérieur de la folérance
G specifiée
4.2.3| Tangente de 'angle Selon 4.2.3.2
de| pertes (tg J)
4.2.1] Tension de tenue Pas de claquage ni|de
contournement
4.2.4] Résistance Selon 4.2.4.2
d’ikolement
/\ v
Groupe 1A Q Voir
tableau I
4.3.1 apasit
Tangente de 'angle de pertes:
f Cn>1pF:alkHz
Cn < 1pF: a 10 kHz
4.3 Examen visuel Pas de dommage v|sible
4.4 Sans séchage préliminaire
de Méthode selon spécification
particuliére (1A ou 1B)
4.4.21 Mesures finales Examen visuel Pas de dommage vjsible

- Capacité

Tangente d¢ I'angle de pertes

Marquage lisible

AC

—— < 2% par rapport
a la valeur mesurée
au 4.3.1

Accroissement de tgo:
<0,003 C < 1 pF classe 1
<0,002 C > 1 pF classe 1
<0,005 C <1 puF classe 2
<0,003 C > 1 uF classe 2
par rapport aux valeurs
mesurées au 4.3.1
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Test schedule for Qualification Approval

Notes 1. — Sub-clause numbers of test and performance requirements refer to Section Four — Test and measurement
procedures. '

2. — In this table: D = destructive, ND = non-destructive.

Number of
D specimens (7) Perf.
Sub-clause number and Conditions of test and number of ceriormance

Test fseeNote oL {sceNote ) perTissibte feqii
ND defectives (see Notg 1)
(pd) (AN
Group 0 ND See
Table I
4.1 Visual|examination
. 4 ing and as

§\ 'Onthe detail

4.1 Dimensions (detail) ¢e detail specification

4.2.2 Capdgcitance Within specified tolerancg

\)\/ As in 4232

No breakdown or flashoper

Cz

4.2.3 Tangent of loss angle
(tan o)

4.2.1 Voltgge proof

4.2.4 Insulation resistance < > As in 4.2.4.2
the method
N v
Group 1A Q K/\ \) See
Table I
4.3.1 Initigl measureme
ent of/loss angle
r CR> 1puF: at 1 kHz
Cr < 1 uF: at 10 kHz
4.3 Robu, N sual examination No visible damage
termina
4.4 Resist No pre-drying
heat See detail specification for
the method (1A or 1B)
4.4.2 Fina}l meaSurements | Visual examination No visible damage
Legible marking
. AC
Capacitance — < 2% of value
measured in 4.3.1
Tangent of loss angle Increase of tan J:
<0.003 C < 1 uF Grade 1
<0.002 C > 1 pF Grade 1
<0.005 C < 1 pF Grade 2
<0.003 C > 1 uF Grade 2
compared to values
measured in 4.3.1
v
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4.5 Soudabilité

Sans vieillissement
Méthode selon spécification
particuliere

Y 384-2 © CEI 1982
Nombres de
i spécimens
Numéro ?e pa'ragraphe D Conditions d’essai (n) et d’unités Exigences
(voeir :1522 1 NOB (voir note 1) défectueuses (voir note 1)
admissibles
(pd)
Voir
Groupe 1B D
roup tableau 1

Bonne qualité¢ de I’étamage
mise en évidence par
Pécoulement libre de
Palliage avec un mouillage
convenable des sorties ou
temps de soudage (... s),

4.6.1

4.6
ten]

4.7 Y

4.7.2

4.8 §
vo

4.9
VO

4.83

Mesures initiales
fariations rapides de

hpérature

[ibrations

Contréle fin,
ecousses (0 S,
r 4.9)

ou 4.973 Mesure

finples

hop

Capacité
Tangente de I'angle de
pertes:
Pour Cy > 1 pF: a | kHz
Cn < 1pF:a 10 kHz

0a = température minimale
de catégorie

0p = température maximale
de catégorie

Cinq cycles

Durée t+ = 30 min

Examen visuel

spécification

€ SeCcousses: ...
Accélofation: ... m/s2

e de 'impulsion:

. ms

Montage: voir spécification

particuliére
Accélération: ... m/s?
Durée de 'impulsion:
. ms

Examen visuel

X
RN

SETOT

S

X
>,

3

A=)

Pas de dommage visible

Pas de dommage vjsible

Pas de dommage v]sible

Capacité

Tangente de I'angle de pertes

Résistance d’isolement

[
— < 5% par rapport a
la valeur mesurée
au 4.6.1

Accroissement de tgd:
<0,003 C <1 pyF classe 1
<0,002 C > 1 uF classe 1
<0,005 C < 1 uF classe 2
<0,003 C > 1 pF classe 2
par rapport aux valeurs
mesurées au 4.6.1

= 50% des valeurs
données au 4.2.4.2
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Number of
specimens. (#)
Sub-clause number and (])Dr Conditions of test and number of izri?rr;n;;ct:
Test - Note 1 :cai
est (see Note 1) ND (see Note 1) permlsslble (see Note 1)
defectives
(rd
Group 1B D See
Table I

4.5 Solderability

Without ageing
See detail specification for
the method

Good tinning as evidenced
by free flowing of the
solder with wetting of the
terminations or solder

4.9 Shock
4.8)

mounting method see
detail specification

Acceleration: ... m/s2

Duration of pulse: ... ms

shall flow within ... s, as
applicable
4.6.1 Initigl measurements Capacitance
Tangent of loss angle:
For Cr > 1 uF: at | kHz
Cr < 1 uF: at 10 kHz
4.6 Rapid|change of 0a = Lower category
temperafure temperature !
0Og = Upper category N
temperature \
Five cycles
Duration ¢+ = 30 min
Visual examination No Visible damage
4.7 Vibratjon 9) >
4.7.2 Fina] inspection No visible damage
4.8 Bump |(or shock, @
4.9) /\

Tangent of loss angle

Insulation resistance

4.8.3 or 49.3/Findl Visual examination No visible damage
measurements e
Capacitance % < 5% of value

measured in 4.6.1

Increase of tand:
<0.003 C <1 pF Grade 1
<0.002 C > 1 uF Grade |
<0.005 C < 1 uF Grade 2
<0.003 C > | pF Grade 2
compared to values
measured in 4.6.1

> 50% of values in 4.2.4.2
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Nombres de

.y spécimens
Numeroe:iiszziragraphe (])?1 CondiFions d’essai (n), et ‘d’unités E{(igences
(voir note 1) ND (voir note 1) defec.tuguses (voir note 1)
admissibles
(pd)
Groupe 1 D Voir
tableau

4.10 Séquence climatique

4.10.2 Chaleur séche

4.10.2.1 Mesures
intermédiaires

Température: température
maximale de catégorie
Durée: 16 h

Capacité

4.10.p Essai cyclique de
chjleur humide, essai
DY, premier cycle

4.10.4.1 Mesure initiale

4.10.4 Froid

4.10.¢.2 Mesure
intlermédiaire

4.10.p Basse pression

- atmhosphérique (si reqylis
paf la spécification
pafticuliére)

4.10.p.3 Mesure
intermédiaire

4.10.
ch
Di

4.10.p°

Résistance d’isolement
(condensateurs de classe 1
seulement)

Capacité

Examen visuel

Capacité

S
\
>

=55 °C: < 10%
—40 °C: < |7%
=25°C: < |3%
par rapport a la |valeur
mesurée au 4.10.4.1

—a

C

Pas de claquage pefmanent
ni de contournenjent ou
de déformation du boitier

Pas de dommage visible
Marquage lisible
AC

— < 5% par rapport

€ " i la valeur n esurée aux
493

Tangente de I'angle de pertes

Résistance d’isolement

442 492
O EF~Tamy Fro Fpes

selon le cas

Accroissement de tgd:
<0,005 C <1 pF classe
<0,003 C > 1 pF classe 1
<0,008 C <1 uF classe 2
<0,005 C > 1 pF classe 2
par rapport aux valeurs
mesurées aux 4.3.1 ou
4.6.1 selon le cas

> 50% des valeurs données
au 4242
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4.10 Climatic sequence

4.10.2 Dry heat

4.10.2.1 Intermediate
measurements

Temperature: upper category
temperature
Duration: 16 h

Capacitance

Number of

D specimens (1) )
Sub-clause number and or Conditions of test and number of Perfgrmangte
Test (see Note 1) (see Note 1) permissible requirements
ND defectives (see Note 1)

(pd)

Group 1 D See

Table I

4.10.3 Daipp heat, cyclic,
Test Db] first cycle

4.10.4.1 Inftial
measurenent

4.10.4 Colgd

4.10.4.2 Inftermediate
measurement

4.10.5 Lo
required| by the detail
specificafion)

4.10.5.3 Inftermediate
measure]

4.10.6 Dap
Test Db

41062 F
measure

air pressure (if

Insulation resistance
(Grade 1 capacitors only)

Capacitance

Visual examination

Capacitance

Q
§
Or

4.2,
idable

e

AC
—at —55°C: < 10%

—40 °C: < 7%

=25°C: < 3%
of value measured in
4.104.1

No permanent breakdowpn,
flashover or harmful
deformation of the cade

No visible damage
Legible marking
AC

— < 5% of value
C

measured in 4.4.2,
483 or 493

Tangent of loss angle

Insulation resistance

as applicable

Increase of tand:

<0.005 C < 1 uF Grade 1
<0.003 C > 1 puF Grade 1
<0.008 C < 1 uF Grade 2
<0.005 C > 1 uF Grade 2
compared to values
measured in 4.3.1 or 4.6.1
as applicable

>50% of values in 4.2.4.2
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Nombres de

. spécimens
N .
uméro de pa.ragraphe D Conditions d’essai (n) et d’unités Exigences
et essai ou . ; . ]
. (voir note 1) défectueuses (voir note 1)
(voir note 1) ND L
admissibles
{pd)
Groupe 2 D Voir
tableau I
4.11 Essai continu de
chaleur humide
4.11.1 Mesures initiales Capacité
Tangente de I’angle de pertes |-
a1 kHz
4.11.3 Mesures finales Examen visyel Pagde=demmage—
Capacité
Tangente de I'angle de pertes /\<
rt aux
\ au 4.11.1
Résistance d’isolement ldonnées
Groupe 3 D Voir
bleau L
4.12 |[Endurance
4.12.1 Mesures initiales
4.12.p Mesures & Pas de dommage vlsible
Marquage lisible
AC
\/\ —- < 5% pour clgsse 1
< 8% pour classe 2
par rapport aux valeurs
mesurées au 4.]2.1
Tangente de I'angle de pertes Accroissement de tgd:
<0,003 C <1l classe 1
<0,002 C > 1 pK classe 1
<0,005 C <1 ul classe 2
<0,003 C > 1 uf classe 2
par rapport aux paleurs
mesurées au 4.12f1

Résistance disolement

>50% des valeurs données
au 4.24.2
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Number of
D specimens (7)
Sub-clause number and Conditions of test and number of Performance
Test (see Note 1) I\(I)f) (see Note 1) permissible requirements
defectives (see Note 1)
(pd)
Group 2 D See
Table I
4.11 Damp heat, steady
state
4.11.1 Initial measurements Capacitance
Tangent of loss angle at
1 kHz
4.11.3 Final measurements Visual examination No visible damage
Capacitance
Tangent of loss angle
Insulation resistance
Group 3 D

4.12 Endugance

4.12.1 Initipl measurements

2

4.12.5 Findl measuren@ Q

Duration:
Grade 1: 200
Grade 2: 1000

ent of loss angle

No visible damage
Legible marking

AC
— < 5% for Grade 1

< 8% for Grade 2
of values measured i
4.12.1

Increase of tand:
<0.003 C <1 pF Grage 1
<0.002 C > 1 pF Gragle 1
<0.005 C <1 pF Gragle 2
<0.003 C > 1 pF Gradle 2
compared to values
measured in 4.12.1

Insulation resistance

>50% of values in 4.2.4.2
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Nombres de
2 . spécimens
Numéro de pa.ragraphe b Conditions d’essai (n) et d’unités Exigences
ct essal o (voir note 1) défectueuses (voir note 1)
(voir note 1) ND L
admissibles
(pd)
Groupe 4 D Voir
tableau 1

4.13 Charge et décharge

4.13.1 Mesures initiales

Capacité
Tangente de l’angle de
pertes:
Pour Cy > | uF:a 1 kHz
Cn 21 puF:a 10 kHz

4.133 Mesures finales

Durée de charge: ... s
Durée de décharge: ... s

Capacité

Tangente de I'angle de pertes

Résistance d’isoletment

\
N

4

e 1

se 2
valeurs
131

J:
classe 1

classe 1
classe 2

<0002 C>1np
<0,005 C<1np
<0,003 C > 1 uF classe 2
par rapport aux [valeurs
mesurées au 4.131

L7 B ¥ B 1 o3

>50% des valeurs |données
au 4.2.4.2

3.5

351

- proportionnellement & leur nombre;

rve que les

des valeurs

— €t avec un mimimum de cing condensateurs de méme valeur.

(2b) Si l'application stricte du plan d’¢chantillonnage conduit & moins de cing conden-
sateurs de chaque valeur dans Péchantillon, la constitution de I’échantillon doit faire
I'objet d’un accord entre le fabricant et I’Organisme National de Surveillance.

b) Contréle du groupe C

Les essais de ce groupe doivent étre effectués périodiquement.

Les ¢chantillons doivent étre représentatifs de la production courante correspondant a la
période spécifiée et doivent étre répartis en valeurs de tension ¢levée, moyenne et basse.
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Number of
specimens (7) )
Sub-clause number and D Conditions of test and number of Perfqrmdnce
Test (see Note 1) oF (see Note 1) permissible requirements
ND . (see Note 1)
defectives
{pd)
Group 4 D See
Table I

4.13 Charge and discharge

4.13.1 Initial measurements

Capacitance
Tangent of loss angle

For Cr > 1 pF: at 1 kHz
Cr <1 pF: at 10 kHz

4.13.3 Fingl measurements

Duration of charge: ... s
Duration of discharge: ...

Capacitance

Tangent of loss angle

el
ade 1

. e2
20003 C > 1 uF Grade 2
compared to values
> measured in 4.13.1
Insulation resistance \)\ 250% of values in 4.2.4.
v
3.5 Quality Conformance Insp Q
3.5.1 Fogmation of inspe¢iion lo¥s
a) Groups A ﬂ\ﬁ:B )
These tests 3hg lot-by-lot basis
4 e current production into inspection lots subject fo the
fl
( I consist of structurally similar capacitors (see Sub-clause|3.2).

the™nsp

ction lot:

> in relation to their number;

— with a mmimmum of five ot any one value.

(2b) If there are less than five of any one value in the sample the basis for the drawing of
samples shall be agreed between the manufacturer and the National Supervising
Inspectorate.

b) Group C inspection

These tests shall be carried out on a periodic basis.

Samples shall be representative of the current production of the specified periods and shall
be divided into high, medium and low voltage ratings. In order to cover the range of
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Afin de couvrir la gamme homologuée a chaque période, il doit étre essayé une dimension
de boitier par groupe de tension. Au cours des périodes suivantes, d’autres valeurs de
dimensions de boitiers et/ou de tension nominale de la production doivent €tre soumises
aux essais afin de couvrir ’ensemble de la gamme. ‘

3.5.2 Programme d'essai

Le programme des essais lot par lot et des essais périodiques pour le contréle de la
conformité de la qualité est donné a la deuxiéme section de la spécification particuliere-cadre,
tableau IV, Publication 384-2-1 de la CEL

3.5.3  Livraison différée

Lorsque, conformément aux procédures de la Publication 384-1 de la CEI, paragraphe 3.5.2,

un nouveaucontrdle doit Stre PFFP{‘fI]P) la capacité—et la_soudabilit re vérifiées

comme spécifié dans le contréle des groupes A et B.
3.5.4| Niveaux d'assurance

Le(s) niveau(x) d’assurance donné(s) dans la spécification
préférence étre choisi(s) dans les tableaux IITA et IIIB cifq

R

doivent) de

TABLEAU 1
NI
Sous-groupe D* <W < E< K U )\/F* (5 *
de
€ N__
controle ** NQA N w A NQA NC NQA
NC %) Ne %) NC %) (%)
N
Al \%45 2\5/
A2 I 0
Bl S-3 2.5 J

= niveau de contrdle
QANS niveau de qualité acceptable

(\ TaBLEAU III B

D* E F* G*

/\
W
/
i
(o]

Cﬁ\/ 6 9 1
C1B 6 18 1
CT 0 77

C2 6 15 1
C3 3 21 1
C4 3 9 1

p = périodicité en mois
effectif de I’échantillon
= nombre admissible de spécimens défectueux

[el=1
(L]

Notes relatives aux tableaux IIIA et IIIB:

* Les niveaux d’assurance D, F et G sont a ’étude.

** Le contenu des sous-groupes de controle est décrit dans la deuxiéme section de la spécification particuli¢re-cadre
applicable.
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approvals in any period one case size shall be tested from ecach voltage group. In
subsequent periods other case sizes and/or voltage ratings in production shall be tested with
the aim of covering the whole range.

3.5.2 Test schedule

The schedule for the lot-by-lot and periodic tests for Quality Conformance Inspection is
given in Section Two, Table IV of the Blank Detail Specification, IEC Publication 384-2-1.

3.5.3 Delayed delivery

When, according to the procedures of IEC Publication 384-1, Sub-clause 3.5.2, re-inspection
has to be made, solderability and capacitance shall he checked as specified in~Group A and B

inspection.

3.5.4 Asqessment levels

The assessment level(s) given in the blank detail specificatiomsh efarablin be\sdlected
fromg the following Tables III A and III B: ’

TaBLE III
ALk
poion. |2 [SNKC ([ o

" sk
sifb-group - AQL AQL - AQL - AoL
(%) _ Q) (%) Vo)

Al -4 b 2.5
A2 /\(\\\{ 1%\/
Bl A \ 2.
§2
Q =

Vam
inspsction level
Q A eptable quality level
TasLE 1II B :

™N \* E F* G*
Ihspecti

sub-group ** \ \/n . > o . » a . . o c
€1A \/ 6 9 1
C1B 6 18 1
f‘l 6 ’!7 2
2 6 15 1
3 3 21 1
C4 3 9 1

periodicity in months
sample size
permitted number of defectives

j=Nsei
i

(I

Notes concerning Tables IIIA and IIIB:

* The assessment levels D, F and G are under consideration.
** The content of the Inspection sub-groups is described in Section Two of the relevant blank detail specification.
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SECTION QUATRE — METHODES D’ESSAI ET DE MESURE

Cette section compléte les informations données dans la Publication 384-1, section quatre.

4. Conditions d’essais et exigences

4.1 Examen visuel et vérification des dimensions

Voir Publication 384-1 de la CEI, paragraphe 4.4.

4.2  Essais électriques

421 Tension de tenue

Selon paragraphe 4.6 de la Publication 384-1 de la CE
suivantes:

cn

4201 Circuit d’essai
Supprimer le condensateur C,.

Le produit de R, par la capacité nominale ¢
0,01 s.

dey\ modalités

supérieur a

42.1.2 Les tensions suj i étke applighéedv€ntre les points de mesure du tpbleau I du

d’homologatio
la qualité.

\)M@cation Tension d’essai

JAN

\) Classe 1: 1,6 Ux
Classe 2: 1,4 Uy

), 1c) et 1d) 2 Uy avec un minimum

de 200 V

4.2.1 <{Capacité

paragraphe 4.5.2N\de S ¢ la CEI, pendant | min pour| les essais
8 js lot par lot lors du contréle de la conformité de

aitionde perforations autocicatrisantes durant I'application de la tension d’essai est adrpise.

Selon paragraphe 4.7 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des modalités

suivantes:

4221 La mesure de la capacité doit se faire & 1000 Hz ou le résultat de cette mesure doit étre
ramené A une fréquence de 1000 Hz. Pour les condensateurs de capacité nominale supérieure a

10 uF, les fréquences de 50 Hz & 120 Hz peuvent &tre utilisées.

La valeur de créte de la tension appliquée ne doit pas dépasser:
— a 1000 Hz: 3% de la tension nominale;

—de 50Hz a 120 Hz: 20% de la tension nominale, avec un maximum de 100 V (Valeur‘

efficace 70 V).
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SECTION FOUR — TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES
This section supplements the information given in IEC Publication 384-1, Section Four.

4. Tests and measuring methods

4.1 Visual examination and check of dimensions

IEC Publication 384-1, Sub-clause 4.4.

4.2 Electrical tests

42.1 Voltage proof
Sub-clause 4.6 of IEC Publication 384-1, with the following detai

4.2.1.1 Tlest circuit
Dglete the capacitor C,.

The product of R, and the rated capacitance C, s and

greafer than 0.01 s.
R] includes the internal resistance

R{ shall limit the discharge current

Sub-
esting

4.2.1.2 The following voltag
clauge 4.5.2 of IEC Publicatioff 384

and [for a period of Mh lo—b&-l

Test voltage

Grade 1: 1.6 Ur
Grade 2: 1.4 Ur

2 Uy with a minimum
of 200 V

Notg. elf-healing breakdowns during the application of the test voltages is allowed.

4.2.2 Capacitance

Sub-clause 4.7 of TECT Publication 384-1, with the following details:

4.2.2.1 The capacitance shall be measured at, or corrected to, a frequency of 1000 Hz. For rated
capacitance values >10 pF, 50 Hz to 120 Hz may be used.

The applied peak voltage at 1000 Hz shall not exceed 3% of the rated voltage, and the
applied peak voltage at 50 Hz to 120 Hz shall not exceed 20% of the rated voltage with a
maximum of 100 V (70 V r.m.s.).
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4.2.2.2 La capacité doit correspondre a la capacité nominale, compte tenu de la tolérance
specifiée.
423 Tangente de 'angle de pertes (1gd)

Selon paragraphe 4.8 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des modalités
suivantes:

4.2.3.1 Conditions de mesure pour les mesures a 1000 Hz
La tangente de l'angle de pertes (tgd), doit étre mesurée dans les conditions suivantes:

— Fréquence: 1000 Hz.
— Créte de tension: <3% de la tension nominale.
- Imprecision de mesure: <10 x 104 (en valeur absolue).

4.2.3R2 Exigence pour les mesures a 1000 Hz

La tangente de l'angle de pertes tgd, ne doit pas étre sGpérieure axla valeux appropriée du
tableau suivant: '

/tggf (val uw
Capacité nominale (
}%densate)%(xdc\aé / /\ \> Condensateurs de clgsse 2

0,01
0,01

<1 pF
>1 uF

423

4.2.4

modalités

gsure, le condensateur doit étre entiérement déchargé. Le produit de la résistance
décharge par la capacité nominale du condensateur en essai doit étfe supérieur

4.2.4
dw circuit de

4 15 001 EETP: ST PO LT PGP T AT P ] A tazall g 4 14 = 1 At :
ot—egar—a—d;v—S—ot—a—toute—autre—varcur—eventuenement prosere—aans—ra LpeCIﬁcatlon

particuliere.

4242 La tension de mesure doit étre conforme aux prescriptions du paragraphe 4.5.2 de la
Publication 384-1 de la CEL

Cette tension doit étre appliquée immédiatement & sa valeur exacte & travers la résistance
interne de la source de tension.

Le produit de la résistance interne par la capacité nominale du condensateur doit &tre
inférieur 4 '1s ou a toute autre valeur éventuellement prescrite dans la spécification
particuliere.
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4.2.2.2 The capacitance shall be within the specified tolerance.

423 Tangent of loss angle (tand)

Sub-clause 4.8 of IEC Publication 384-1, with the following details:

4.2.3.1 Measuring conditions for measurements at 1000 Hz

Tand shall be measured as follows:

— Frequency: 1000 Hz.
— Peak voltage: <3% of the rated voltage.

— In

4232 R
T4

pccuracy: < J0X 1077 (absolute value).

equirement for measurements at 1000 Hz

nd shall not exceed the applicable values shown in the folléw b

Rated capacitance

g

Grey\l capa01t s \//

Grade 2 capacitors

0.01
0.01

4233 M
F

— F1
-V
— In

42.4 Ins
St

42.4.1 B

equency:
ltage: 1

of the

dlscharge

w | \3&\\ Cr

red as follows:

or apy~Other value prescribed in the detail specification

ent, the capacitor shall be fully discharged. The product of the resi
cuit and the rated capacitance of the capacitor under test shall be

btance

>0.01 s

4.2.4.2 The measuring voltage shall be in accordance with Sub-clause 4.5.2 of IEC Publication
384-1.

The voltage shall be applied immediately at the correct value through the internal resistance
of the voltage source.

The product of the internal resistance and the rated capacitance of the capacitor shall be.
smaller than 1s or any other value prescribed in the detail specification.
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La résistance d’isolement doit satisfaire aux exigences du tableau suivant:

Iiroc?u.it RC mif)imal Résistance d’isolement Résistance d’isolement
(R = résistance d 1.solement minimale entre minimale entre
entre les sorties) les sorties les sorties et le boitier
(C = capacité nominale)
(s) MQ) M)
Points de mesure selon fe tableau I, paragraphe 4.5.2, de la Publication 384-1 de la CEI:
la) ! la) 16), 1c), 1d)
Capacité nominale:
>0,33 uF | <0,33 pF
Tension nominale:
>100 V <100 V ’ >100 V <100V
Classe: x
1 2 1 2 1 2 1 \
10 000 2500 5000 1250 30 000 7 500 3%& 30 000

o

B Lorsque I’essai n’est pas effée
il y a lieu, étre ramené a 20 °C,
approprié. En cas de doute, la

NN

, le résultat de la mlesure doit,
esurée par le facteur de|correction
n suivants
en film de

:: \J\TW Facteur de correction
\) 15 0,79
16 0,83
17 0,87
18 0,91
19 0,95
20 1,00
21 1,05
22 1,10
23 1,15
pL T,20
25 1,26
26 1,32
27 1,38
28 1,45
29 1,52
30 1,59
31 1,66
32 1,74
33 1,82
34 1,91
35 2,00
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The insulation resistance shall meet the following requirements:

Minimum RC product
(R = insulation resistance
between the terminations)
(C = rated capacitance)

Minimum insulation
resistance between
the terminations

Minimum insulation
resistance between
terminations and case

(s) MQ) MQ)
Measuring points in accordance with Table I in Sub-clause 4.5.2 of IEC Publication 384-1:

la) { la) 16), 1¢), 1d)
Rated capacitance:

>0.33 pF ‘ <0.33 pF
Rated voltage:
>100 V <100 V ‘ >100 V | <100 V
(rade:
1 2 1 2 1 2 1 AN

14 000 2500 5000 1250 30000 7500 15000 }D\ 000

4243 Y
be
cort
fact
cap:

PSSAry,
priate
ection

film

Q Q/\Ae\ﬁ%i% Correction factor
\\'i; 0.79
6 0.83
17 0.87
18 : 0.91
19 0.95
20 1.00
21 1.05
22 1.10
23 L.15
i .20
25 1.26
26 1.32
27 1.38
28 1.45
29 1.52
30 1.59
31 1.66
32 1.74
33 1.82
34 1.91
35 2.00
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4.4.1| Conditions d’essai: Pas de séchage préliminaire

442 Examen, mesures et exigences finals

4.5.1

452

4.6.1

— 40 — 3842 ©

4.3  Robustesse des sorties

CEI 1982

Selon paragraphe 4.13 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des modalités

suivantes:

4.3.1 Mesures initiales

La capacité doit étre mesurée conformément au paragraphe 4.2.2.

La tangente de I’angle de pertes doit étre mesurée conformément aux paragraphes 4.2.3.1 ou

4.2.3.3 selon le cas.

4.4 Résistance a la chaleur de soudage

suivantes:

Les condensateurs doivent étre examinés visuellem
exigences données au tableau II.

Soudabilité

Selon paragraphe 4.15 de la } S EI, compte tenu des
suivantes:

Fes mesures initiales sont effectuées comme prescrites dans le paragraphe 4.3.1.

Selon paragraphe 4.14 de la Publication 384-1 de la CEI, confpte ttnu des modalités

doivent répondre aux

modalités

bécification
1’alliage ne
A

modalités

4.6.2 Nombre de cycles: S

Durée d’exposition aux températures extrémes: 30 min.

4.7 Vibrations

Selon paragraphe 4.17 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des modalités

suivantes:

4.7.1 La méthode B4 et le degré de sévérité suivant de I’essai Fc sont appliqués:

amplitude
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4.3 Robustness of terminations

Sub-clause 4.13 of IEC Publication 384-1, with the following details:

4.3.1 Initial measurements
The capacitance shall be measured according to Sub-clause 4.2.2.

The tangent of loss angle shall be measured according to Sub-clauses 4.2.3.1 or 4.2.3.3 as
appropriate.

4.4  Resistance to soldering heat

Sfib-clause 4.14 of TEC Publication 384-1, with the following details:

4.4.1 Copditions: No pre-drying

4.4.2  Final inspection, measurements and requirements

The capacitors shall be visually examined and measu
given in Table II.

ments

4.5 Soldgrability
Stib-clause 4.15 of IEC Publicatioth 384>

451 Ted
T ation.
Whg b iron

test

452 Th

4.6 Rap

Initidl’measurements shall be made as prescribed by Sub-clause 4.3.1.

4.6.2 Number of cycles: 5

Duration of exposure at the temperature limits: 30 min.

4.7 Vibration
Sub-clause 4.17 of IEC Publication 384-1, with the following details:

4.7.1 Procedure B4 and the following degree of severity of Test Fc apply: 0.75 mm displacement or
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0,75 mm ou accélération 98 m/s2, celle qui donne l'accélération la plus faible, dans I'une des
gammes de fréquences suivantes: de 10 Hz a 55 Hz, de 10 Hz a 500 Hz, de 10 Hz a4 2000 Hz.
La durée totale doit étre de 6 h.

La spécification particuliére doit préciser la gamme de fréquences et doit aussi prescrire la
méthode de montage a utiliser. Pour les condensateurs a sorties axiales par fils et prévus pour

étre fixés par leurs sorties seulement, la distance entre le corps et le point de fixation doit étre
de 6+ 1 mm.

4.7.2 Examen, mesures et exigences finals

Voir tableau II.

4.8 [Secousses

Selon paragraphe 4.18 de la Publication 384-1 de la CE
suivantes:

e’ teniu \desp’modalités

La spécification particuliére doit indiquer si ’on doj de seCoussep ou I'essai

de chocs.

4.8.1| Mesures initiales

Non exigées.

4.8.2] La spécification particuliere dgit indigus
suivantes: :

¢rité applicable prise parmi lgs sévérités

Accélération:

Durée i:l’i g
La spé ay

98 m/s2 (10 g)
16 ms

r. Pour les
1lement, la

4.8.3

4.9 Chocs

Selon paragraphe 4.19 de la Publication 384-1 de 1la CEI, compte tenu des modalités
suivantes:

La spécification particuliére doit indiquer si 'on doit appliquer ’essai de secousses ou ’essai
q ppliq

de chocs.

49.1 Mesures initiales

Non exigées.
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